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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CHAMP DE MODULES PHOTOVOLTAIQUES (PV)
AU SILICIUM CRISTALLIN -
MESURE SUR SITE DES CARACTERISTIQUES |-V

AVANT-PROPOS

1) La CEiI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La CEl a
pour objet de tavonser la coopéranon mternanonale pour toutes les questioqns de norg ahsatuon dans les

internationales. Leur élaboration est conflée des comltes détudes
national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internatiopales, gouvernementales et

nationaux de la CEl s'engagent
, les Normes internationales de la CEl

Rapport de vote

82(BC)61

L'annexe A est’donnée uniquement a titre d’information.
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1)

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CRYSTALLINE SILICON PHOTOVOLTAIC (PV) ARRAY -
ON-SITE MEASUREMENT OF |-V CHARACTERISTICS

FOREWORD

The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The objectaf the IEC is to
promote international cooperation on all questions concerning standardization i

Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC Nationa terested in
the subject dealt with may participate in this preparatory work. Interiati ¢ ental and
non-governmental organizations liaising with the IEC also participate i is P IEC
collaborates closely with the International Organization for Standardigation ance with
conditions determined by agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matter: echnical committees on
which all the National Committees having a special interest th , express, as nearly as
possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt witk

3) They have the form of recommendations for internationa of standards, technical
reports or guides and they are accepted by th

4) In order to promote international unificatiol ake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum eXtent possible i iopal and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the-sorresponding i or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

International Standard IE 3 hy IEC technical committee 82: Solar

photovoltaic energy syste

The text of this st?da is ba
< \%\\> Report on voting

ing documents:

82(CO)61
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CHAMP DE MODULES PHOTOVOLTAIQUES (PV)
AU SILICIUM CRISTALLIN -
MESURE SUR SITE DES CARACTERISTIQUES I-V

1 Domaine d’application et objet

La présente Norme internationale décrit les procédures relatives a la mesure sur site des
caractéristiques d'un champ de modules photovoltaiques (PV) au silicium cristallin et a
I'extrapolation des résultats a des conditions normalisées d’essais (STC) ou a d’autres
valeurs sélectionnées de température et d’éclairement.

Les mesures de la caractéristique |-V d’'un champ de modulesphotgveltaiques dans les
conditions réelles sur site et leur extrapolation & des cong 2is d’acceptation
(ATC) peuvent conduire a (voir annexe A et QC 001002):

-~ des données relatives a la puissance nominale;

- la vérification des performances de la puissance
rapport aux spécifications de conception;

celles décrite da
Les donnée: d
diodes, cablés ¢

2 eg photovoltaiques est constitué de sous-champs de modules de
diftérente inaisgns, orientations, technologies et configurations électriques, les

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la
référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Norme
internationale. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur.
Tout document normatif est sujet a révision et les parties prenantes aux accords fondés
sur la présente Norme internationale sont invitées a rechercher la possibilité d'appliquer
les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-aprés. Les membres de
la CEl et de I'lSO possédent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEl 891: 1987, Procédures pour les corrections en fonction de la température et de
I'éclairement & appliquer aux caractéristiques |-V mesurées des dispositifs photovoltaiques au
silicium cristallin

Amendement 1 (1992)
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CRYSTALLINE SILICON PHOTOVOLTAIC (PV) ARRAY -
ON-SITE MEASUREMENT OF I-V CHARACTERISTICS

1 Scope and object

This International Standard describes procedures for on-site measurement of crystalline
silicon photovoltaic (PV) array characteristics and for extrapolating these data to Standard
Test Conditions (STC) or other selected temperatures and irradiance values.

extrapolation to Acceptance Test Conditions (ATC) can provid
QC 001002):

— data on power rating;
-~ verification of installed array power performance r

(STC) can be directly compa
that module, provided that_ i

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this
text, constitute provisions of this International Standard. At the time of publication, the
editions indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties
to agreements based on this International Standard are encouraged to investigate the
possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated
below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International
Standards.

IEC 891: 1987, Procedures for temperature and irradiance corrections to measured I-V
characteristics of crystalline silicon photovoltaic devices
Amendment 1 (1992)
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CEl 904-1: 1987, Dispositifs photovoltaiques - Premiére partie: Mesure des
caractéristiques courant-tension des dispositifs photovoltaiques

CEl 904-2: 1989, Dispositifs photovoltaiques — Deuxiéme partie: Exigences relatives aux
cellules solaires de référence

CEl 904-3: 1989, Dispositifs photovoltaiques — Troisiéme partie: Principes de mesure des
dispositifs solaires photovoltaiques (PV) a usage terrestre incluant les données de
I'éclairement spectral de référence

CEl 904-6: 1994, Dispositifs photovoltaiques — Partie 6: Exigences relatives aux modules
solaires de référence :

QC 001002: 1986, Reégles de procédure du systeme CEIl d’a a qualité des
composants électroniques (IECQ)

Amendement 1 (1992)
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IEC 904-1: 1987, Photovoltaic devices - Part 1: Measurements of photovoltaic
current-voltage characteristics

IEC 904-2: 1989, Photovoltaic devices — Part 2: Requirements for reference solar celis

IEC 904-3: 1989, Photovoltaic devices — Part 3: Measurements principles for terrestrial
photovoltaic (PV) solar devices with reference spectral irradiance data

IEC 904-6: 1994, Photovoltaic devices — Part 6: Requirements for reference solar modules

QC 001002: 1986, Rules of Procedure of the IEC Quality Assé g em for
Electronic Components (IECQ)
Amendment 1 (1992)
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